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Układ do pomiaru masy przesuwającego się materiału,
metodą rozproszeniową,

przy pomocy wiązek przenikliwego promieniowania

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru
masy przesuwającego się materiału metodą rozpro¬
szeniową, przy pomocy wiązek przenikliwego pro¬
mieniowania. Układ ten może znaleźć zastosowa¬
nie do pomiaru masy materiałów sypkich, ziarni¬
stych i tym podobnych, które przesuwają się na
taśmociągu.

Znane są układy do pomiaru masy przesuwającego
się materiału z zastosowaniem układów mechanicz¬
nych, tensometrycznych i innych w których pomiar
masy odbywa się metodą stykową. Układy te nie
mogą pracować prawidłowo w trudnych warunkach
środowiskowych, przy dużym zapyleniu i wilgot¬
ności. Znane układy bezstykowe wykorzystujące
absorpcję promieniowania jak układ do pomiaru
ilości masy przesuwającego się materiału według pa¬
tentu polskiego nr 46806 i patentu dodatkowego
nr 48736 mają tę niedogodność, że przy ich stosowa¬
niu największy sygnał i jednocześnie największy
błąd bezwzględny występuje przy małej ilości ważo¬
nego materiału, co jest związane z dużym błędem
względnym. Stosowane obecnie układy bezstykowe
wykorzystujące promieniowanie rozproszone posia¬
dają jedno źródło promieniowania punktowe lub li¬
niowe.

Układ ten ma zastosowanie ograniczone do cien¬
kich warstw materiału, ponieważ przy wzroście gru¬
bości warstwy natężenie promieniowania rozproszo¬
nego rośnie proporcjonalnie do masy, tylko przy
małej grubości warstwy, a przy grubościach więk-
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szych, materiał leżący dalej od źródła promieniowa¬
nia znajduje się w polu promieniowania o mniej¬
szym natężeniu i daje sygnał zbyt mały, niepropor¬
cjonalny do masy.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego ukła¬
du, który wykorzystując promieniowanie rozpro¬
szone w materiale mierzonym umożliwiłby pomiar
masy warstw o większej grubości.

Istotą układu według wynalazku jest to, że za¬
wiera on co najmniej dwa źródła promieniowania
umieszczone po jednej stronie mierzonego materia¬
łu w pojemnikach z otworami kolimacyjnymi, roz¬
mieszczone symetrycznie względem płaszczyzny
przechodzącej przez środek strugi materiału i śro¬
dek detektora znajdującego się po przeciwnej stro¬
nie, przy czym wiązki promieniowania wychodzące
ze źródeł poprzez otwory kolimacyjne przecinają
się W obszarze, w którym przesuwa się mierzony
materiał i omijają detektor promieniowania, a pro¬
ste wzdłuż których w wiązkach występuje najwięk¬
sze natężenie promieniowania przecinają się w
punkcie leżącym na powierzchni mierzonego mate¬
riału najbardziej odległym od źródeł promieniowa¬
nia przy największej grubości warstwy mierzonego
materiału lub ponad nim, przy czym część promie¬
niowania rozproszonego w mierzonym materiale
poddana jest detekcji.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na ry¬
sunkach, na których fig. 1 przedstawia układ w pła¬
szczyźnie prostopadłej do strugi materiału, a fig. 2
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układ w płaszczyźnie prostopadłej do prostej łączą¬
cej źródła promieniowania.

Układ według wynalazku składa się z co naj¬
mniej dwóch źródeł 1 i 2 promieniowania i detekto¬
ra 8 promieniowania, a mierzony materiał 3 znajdu¬
je się między tymi źródłami i detektorem. Pomiar
masy według wynalazku odbywa się następująco:

Źródła 1, 2 promieniowania są umieszczone z jed¬
nej strony mierzonego materiału 3 symetrycznie po
obu stronach płaszczyzny przechodzącej przez śro¬
dek strugi i środek detektora. Wysłane przez źró¬
dła 1, 2 wiązki 9, 10 promieniowania prześwietlają
mierzony materiał 3 i biegną dalej omijając detek¬
tor 8. Część promieniowania rozproszonego w mie¬
rzonym materiale 3, którego ilość zależy od masy
prześwietlonego materiału 3 trafia do detektora 8.
Detektorem może być np. licznik Geigera Millera.

Zmiana masy przesuwającego się materiału po¬
woduje zmianę natężenia promieniowania rozpro¬
szonego padającego na detektor 8 i zmianę ilości
impulsów elektrycznych powstających w detekto¬
rze. Ilość impulsów powstałych w określonym cza¬
sie jest proporcjonalna do masy materiału, który
w tym czasie przesunął się przez strefę pomiarową,
Wiązki 9, 10 promieniowania przecinają się wzajem¬
nie w obszarze mierzonego materiału 3, przy czym
proste wzdłuż których występuje największe natę¬
żenie promieniowania przecinają się w punkcie le¬
żącym na powierzchni materiału 3 najbardziej od¬
ległym od źródeł, przy maksymalnej grubości war¬
stwy materiału lub ponad nim. Część 11 promienio¬
wania rozproszonego poddana jest detekcji. Przy

odpowiednim wyskalowaniu miernika zamieniają¬
cego ilość impulsów otrzymywanych z detektora na
wskazanie masy przesuwającego się materiału 3
uzyskuje się możliwość pomiaru masy materiału 3
przesuwającego się ze stałą prędkością przez obszar
napromieniowany.

Zastrzeżenie patentowe
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Układ do pomiaru masy przesuwającego się ma¬
teriału metodą rozproszeniową, przy pomocy wią¬
zek przenikliwego promieniowania, zawierający
źródło promieniowania po przeciwnej stronie mie-

15 rzonego materiału w stosunku do detektora, zna¬
mienny tym, że zawiera co najmniej dwa źródła
(1, 2) przenikliwego promieniowania w pojemni¬
kach (4, 5) z otworami kolimacyjnymi (6, 7) roz¬
mieszczone symetrycznie względem płaszczyzny

20 przechodzącej przez środek strugi materiału (3)
i środek detektora (S), przy czym wiązki (9, 10) pro¬
mieniowania wychodzące ze źródeł (1, 2) przez
otwory kolimacyjne (6, 7) przecinają się w obszarze,
w którym przesuwa się mierzony materiał (3) i omi-

25 jaja detektor (8), a proste wzdłuż których w wiąz¬
kach (9, 10) promieniowania występuje największe
natężenie promieniowania przecinają się w punkcie
leżącym na powierzchni mierzonego materiału (3),
najbardziej odległym od źródeł (1, 2) promieniowa-

30 nia, przy największej grubości warstwy mierzonej
lub ponad nim, przy czym część (11) promieniowa¬
nia rozproszonego poddana jest detekcji.

fig.1
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